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1. i) Dibuja e indica el interior, la clausura y el conjunto de los puntos de acumulación

de los siguientes subconjuntos de R2:

A = {(x, y) ∈ R2 | 1 ≤ x2 + y2 < 4} ∪ {(0,−3)}.
B = {(x, y) ∈ R2 | x > y}.
¿Cuáles son abiertos? ¿Cuáles son cerrados? (0.75 puntos)

ii) Supongamos que A es un subconjunto abierto de R2 y f : A −→ R es diferenciable en

a ∈ A. Si D(1,−1)f(a) = −1 y ∂f
∂x (a) = 2, calcula la matriz jacobiana y la diferencial de

f en a. (0.5 puntos)

2. i) limx→0
x cos(x+π

2 )

log(1+x2)+sin x2 . (0.75 puntos)

ii) Dada la función f(x) =
√
x calcula su polinomio de Taylor de grado 2 en x = 81,

aproxima
√
80 utilizando el polinomio calculado y obtén la menor posible de las cotas

superiores del error cometido. (0.75 puntos)

3. Analiza la convergencia de:

i)
P∞
n=1

3n−1
((n+1)!)2 . (0.5 puntos)

ii)
R +∞
1

√
x3+1
x2+4 dx. (0.5 puntos)

4. Calcula:

i)
R 3√3/2
3
√
2/2

√
9− x2dx. (0.75 puntos)

ii)
R √x
x−2dx. (0.75 puntos)


